Anyagtud. Anal. vizsg. módsz. 1.zh.
2014. okt. 07.
A
Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az egyes témakörök kérdéseire adott válaszokat!
Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont minden témakörből, illetve 20 pont összesen.

Eredmény: 2014.10.10 (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.
A dolgozatok megtekinthetők: 2014.10.10 (péntek) 13-14 között a Ch. I.14 szobában.
1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)
1.1. Rajzolja fel a minta ún. információs térfogatát és jelölje be rajta a besugárzó elektronnyaláb által keltett analitikai célra használható sugárzásokat! (2 pont)

1.2. Írja le az elektronsugaras mikroanalízis módszer energiadiszperzív méréstechnikájának (EDS vagy EDX) lényegét (mit és hogyan detektálunk, mi alapján történik a minőségi ill. mennyiségi analízis)! (3 pont)

1.3. Melyik elektronokat nevezzük szekunder elektronoknak, milyen információk nyerhetők egy szekunder elektron képből (hogyan, milyen detektorral)? (2 pont)

1.4. Miért kell az elektronmikroszkóp mintaterében nagy vákuumot létesíteni?(1 pont)

1.5. Lejátszódhat-e röntgenfluoreszcencia az elektronmikroszkópos mérés során (amikor a mintát elektronsugárral bombázzuk)? Ha igen hogyan, ha nem miért nem? (2 pont)

2. Fotoelektron spektroszkópia, szekunder ion tömegspektroszkópia (XPS, SIMS)
2.1. Írja fel az XPS módszernél lejátszódó fotoionizációra vonatkozó energiaegyenleget és nevezze meg a képletben szereplő jelöléseket! (5p)
2.2. Milyen információ nyerhető egy széles energiatartományban nagy érzékenységgel felvett XPS spektrumból? (1p)

2.3. Mekkora az XPS módszer érzékenysége és információs mélysége? (1p)

2.4. Mekkora a SIMS módszer érzékenysége? (1p)

2.5. Miért nem kvantitatív a SIMS mérés? (2p)

3. Részecskeméret analízis (PSA)

3.1. Milyen ekvivalens átmérőt mérnek az alábbi módszerek?   (2 pont)

Szedimentációs analízis:

Mikroszkópia:

Coulter számláló:

Kézi lézeres részecske számláló:

3.2. Rajzoljon fel egy tetszőleges kumulatív részecskeméret-eloszlást!   (2 pont)

3.3. Mit mér közvetlenül a dinamikus lézer fényszórásos módszer?   (2 pont)

3.4. Rajzolja fel egy lézer diffrakciós mérőkészülék elrendezési vázlatát (felépítő elemek elhelyezkedése és megnevezése). Miből határozza meg a készülék a RME-t?   (4 pont)

4. Infravörös és Raman spektroszkópia (FT-IR, Raman)
4.1. Ismertesse az ATR-IR méréstechnika lényegét és felhasználását folyadék és szilárd fázisú analízisben! (3 pont)
4.2. Hasonlítsa össze az FTIR, NIR és Raman módszerek előnyeit és hátrányait! (3 pont)
4.3. Mi a különbség az off-line, at-line, on-line és in-line vizsgálatok között? (2 pont)
4.4. Milyen tényezőktől függ a Raman sávok intenzitása? (2 pont)
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Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az egyes témakörök kérdéseire adott válaszokat!
Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont minden témakörből, illetve 20 pont összesen.

Eredmény: 2014.10.10 (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.
A dolgozatok megtekinthetők: 2014.10.10 (péntek) 13-14 között a Ch. I.14 szobában.
1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)

1.1. Rajzolja fel a minta ún. információs térfogatát és jelölje be rajta a besugárzó elektronnyaláb által keltett analitikai célra használható sugárzásokat! (2 pont)

1.2. Írja le az elektronsugaras mikroanalízis módszer energiadiszperzív méréstechnikájának (EDS vagy EDX) lényegét (mit és hogyan detektálunk, mi alapján történik a minőségi ill. mennyiségi analízis)! (3 pont)

1.3. Melyik elektronokat nevezzük visszaszórt elektronoknak, milyen információk nyerhetők egy szekunder elektron képből (hogyan, milyen detektorral)? (2 pont)

1.4. Mikor és miért alkalmazunk az elektronmikroszkópban viszonylag alacsony vákuumot (LV üzemmód)? (1 pont)
1.5. Melyik elektronokat nevezzük Auger-elektronoknak, hogyan keletkeznek és mire használhatók? (2 pont)
2. Röntgendiffrakció (XRD)

2.1. Hogyan számítja át a röntgensugárzás energiáját hullámhosszá és viszont, a röntgenanalitikában megszokott konvencionális mértékegységek alkalmazása mellett? Adja meg a képlet(ek)et és a benne szereplő átszámítási állandó mértékegységét! (2p)

2.2. Definiálja a röntgen-tömegabszorpciós tényezőt egyetlen elemre! Adja meg az együttható kiszámítási módját összetett vegyületekre, ill. keverékekre is!(3p)

2.3. Adja meg, mely tulajdonságai változnak meg a beeső röntgensugárzásnak, ha abszorpciós, fluoreszcens, ill. diffrakciós kölcsönhatásba kerül megfelelő anyagi mintával! (3p)

2.4. Adja a meg mindazokat a fizikai, geometriai, ill. matematikai feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a röntgensugárzás szilárd anyagokon diffrakciót szenvedjen! (4p)

3. Pásztázó tűszondás módszerek (AFM)

3.1. Milyen típusú aktuátorokat használnak? Sorolja föl azokat az előnyeikkel és hátrányaikkal együtt! (2 pont)
3.2. Mi a különbség a kontakt és „tapping” AFM mérési módok között? (2 pont)
3.3. Milyen tényezők/paraméterek határozzák meg egy AFM kép felbontását? (3 pont)
3.4. Nevezze meg a túloldali ábrán látható AFM berendezés főbb részeit (1-9)! (3 pont)
4. Digitális optikai mikroszkópia (DOM)
4.1. Sorolja fel egy fénymikroszkóp legfontosabb elemeit (7db)! (2 pont)

4.2. Abbe elmélete szerint mi a minimális feltétele annak, hogy a mikroszkóp hitelesen képezze le a tárgyat és mi befolyásolja a tárgyról alkotott kép minőségét? (2 pont)
4.3. Hogyan számítható a Rayleigh-féle kritérium alapján a felbontóképesség? Mi az a numerikus apertúra és mi a jelentősége? (2 pont)

4.4. Mit értünk egy lencse szférikus aberrációja alatt? Mi a jelenség oka? (2 pont)

4.5. Definiálja a mélységélesség fogalmát! Miért lehet jobb mélységélességű képeket készíteni digitális mikroszkópokkal, mint hagyományos fénymikroszkóppal (azonos lencserendszer esetén)? (2 pont)

[image: image1.png]



Anyagtud. Anal. vizsg. módsz. 1. pótzh.

2014. okt. 13.



C
Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az egyes témakörök kérdéseire adott válaszokat!
Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont minden témakörből, illetve 20 pont összesen.

Eredmény: 2014.10.16 (csüt.) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.
A dolgozatok megtekinthetők: 2014.10.16 (csüt.) 11-12 között a Ch. I.14 szobában.
1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)

1.1. Rajzolja fel a minta ún. információs térfogatát és jelölje be rajta a besugárzó elektronnyaláb által keltett analitikai célra használható sugárzásokat! (2 pont)

1.2. Milyen jelenségek játszód(hat)nak le egy atomban, miután egy nagy energiájú elektron belső ionizációt hozott létre! Milyen információkat nyerhetünk ezek segítségével? (3 pont)

1.3. Miért alkalmasabbak a szekunder elektronok a minta felületének (topográfiájának) leképezésére, mint a visszaszórt elektronok? (2 pont)

1.4. Miért kell az EDX analízisnél használt Si(Li) félvezető detektort mérés közben a folyékony nitrogén hőmérsékletén (-196 oC) tartani? (1 pont)

1.5. Miért lehet elektronsugarak alakalmazásával (elektronmikroszkóppal) nagyobb nagyítást elérni, mint a látható fénysugarak alakalmazásával (fénymikroszkóppal)? (2 pont)

2. Fotoelektron spektroszkópia, szekunder ion tömegspektroszkópia (XPS, SIMS)

2.1. Írja fel az XPS módszernél lejátszódó fotoionizációra vonatkozó energiaegyenleget! Nevezze meg a képletben szereplő jelöléseket! (3 pont)

2.2. Milyen információ nyerhető egy széles energiatartományban nagy érzékenységgel felvett XPS spektrumból? (1 pont)

2.3. Mekkora az XPS és a SIMS módszer érzékenysége? (2 pont)

2.4. Mekkora az XPS módszer információs mélysége? (1 pont)

2.5. Hogyan növelhető az XPS mérés felületérzékenysége? (1 pont)

2.6. Miért nem kvantitatív a SIMS mérés? (2 pont)

3. Digitális optikai mikroszkópia (DOM) 
3.1. Definiálja a felbontóképesség fogalmát mikroszkópokra! Milyen módszerekkel javítható egy mikroszkóp felbontóképessége? (2 pont)

3.2. Mit értünk egy lencse kromatikus aberrációja alatt? Mi a jelenség oka? (2 pont)

3.3. Miért nem minőségi jellemzője a képnek a nagyítás? Értelmezze mit jelent az üres nagyítás fogalma? (2 pont)

3.4. Milyen kontrasztosítási technikákat ismer? Milyen mintáknál érdemes alkalmazni az egyes módszereket? (2 pont)

3.5. Mit értünk a digitális képalkotásban az analóg kép „mintázása” és a „kvantálása” alatt? (2 p)
4. Részecskeméret analízis (PSA)
4.1. Miért definiálunk ekvivalens gömb átmérőket a RMA-ben? Írjon rá 2 példát!   (3 pont)
4.2. Rajzoljon fel egy tetszőleges kumulatív részecskeméret-eloszlást (csak azt)!   (1 pont)

4.3. Mi a fő előnye a mikroszkópos módszereknek a többi RMA módszerhez képest (ami a többi módszerben nincs meg)?   (2 pont)

4.4. Ismertesse a dinamikus lézer fényszórásos módszer (Photon Correlation Spectroscopy) elvi alapját!  (3 pont)

4.5 A lézerdiffrakciós mérőkészülékek miből határozzák meg a RME-t?   (1 pont)
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Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az egyes témakörök kérdéseire adott válaszokat!
Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont minden témakörből, illetve 20 pont összesen.

Eredmény: 2014.10.16 (csüt.) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.
A dolgozatok megtekinthetők: 2014.10.16 (csüt.) 11-12 között a Ch. I.14 szobában.
1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)

1.1. Milyen jelenségek játszód(hat)nak le egy atomban, miután egy nagy energiájú elektron belső ionizációt hozott létre! Milyen információkat nyerhetünk ezek segítségével? (3 pont)
1.2. Miért lehet elektronsugarak alakalmazásával (elektronmikroszkóppal) nagyobb nagyítást elérni, mint a látható fénysugarak alakalmazásával (fénymikroszkóppal)? (2 pont)
1.3. Mik azok a fotoelektronok? (1 pont)

1.4. Rajzolja fel a minta ún. információs térfogatát és jelölje be rajta a besugárzó elektronnyaláb által keltett analitikai célra használható sugárzásokat! (2 pont)

1.5. Melyik két paramétertől és hogyan függ az információs térfogat nagysága egy besugárzott mintában? (2 pont)

2. Röntgenalatikai módszerek (XRD)
2.1. Hogyan hasznosíthatók a röntgensugárzás fluoreszcens, ill. diffrakciós kölcsönhatásai a kémiai elemzésben? (2 pont) Hasznosítható-e a röntgendiffrakció jelensége a röntgenfluoreszcens elemzésben? Ha igen, mikor és hogyan? (+1 pont)

2.2. Adja a meg mindazokat a fizikai, geometriai, ill. matematikai feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a röntgensugárzás szilárd anyagokon diffrakciót szenvedjen! (4 p)
2.3. Hogyan számítja át a röntgensugárzás energiáját hullámhosszá és viszont, a röntgenanalitikában megszokott tradicionális mértékegységek alkalmazása mellett? Adja meg a képlet(ek)et és a benne szereplő átszámítási állandó mértékegységét! (1 pont)

2.4. Definiálja a röntgen-tömegabszorpciós tényezőt egyetlen elemre! Miért nevezzük ezt „tömegabszorpciósnak”? Adja meg ezen együttható pontos kiszámítási módját összetett anyagokra, vegyületekre, ill. keverékekre is! (3 pont)
3. Pásztázó tűszondás módszerek (AFM)
3.1. Mi a különbség a kontakt és „tapping” AFM mérési módok között? (2 pont)
3.2. Hasonlítsa össze a piezomotoros és a léptetőmotoros aktuátort! (2 pont)
3.3. Mik lehetnek a zaj forrásai egy AFM mérés közben? (1 pont)
3.4. Miért fontos a tűszonda alakja? (1 pont)
3.5. Milyen plusz információt ad a mintáról a Lateral Force üzemmódú mérés? (1 pont)
3.6. Nevezze meg a túloldali ábrán látható AFM berendezés főbb részeit (1-9)! (3 pont)
4. Infravörös és Raman spektroszkópia (FT-IR, Raman)

4.1. Ismertesse a NIR módszer alkalmazási lehetőségeit gyógyszeripari analízisre és a meghatározás javításának lehetőségeit! (3 pont)

4.2. Hasonlítsa össze az FTIR, NIR és Raman módszerek előnyeit és hátrányait! (3 pont)

4.3. Hogyan készülhet egy kémiai térkép? (2 pont)
4.4. Milyen tényezőktől függ a Raman sávok intenzitása? (2 pont)
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Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont minden témakörből, illetve 20 pont összesen.

Eredmény: 2014.12.12 (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.
A dolgozatok megtekinthetők: 2014.12.12 (péntek) 12-13 között a Ch. I.14 szobában.
1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)

1.1. Rajzoljon fel EDX (EDS) spektrumot, bejelölve a tengelyek paramétereit és azok mértékegységét is! Mitől függ, hogy a spektrumban egy adott elemnek hány vonalát találjuk meg? 










(3 pont)

1.2. Miért kell az elektronmikroszkóp mintaterében nagy vákuumot létesíteni?

(1 pont)

1.3. Miért kell az EDX detektort folyékony nitrogénnel hűteni?



(1 pont)
1.4. Melyik elektronokat nevezzük szekunder elektronoknak, milyen információk nyerhetők egy szekunder elektron képből (hogyan, milyen detektorral)? 



(2 pont)

1.5. Miért hátrányos az aranyozás, ha EDX analízist szeretnénk végezni?


(1 pont)

1.6. Lejátszódhat-e röntgenfluoreszcencia az elektronmikroszkópos mérés során (amikor a mintát elektronsugárral bombázzuk)? Ha igen hogyan, ha nem miért nem? 


(2 pont)

2. Fotoelektron spektroszkópia, szekunder ion tömegspektroszkópia (XPS, SIMS)

2.1. Mitől függ SIMS mérés esetén adott Z rendszámú elem A tömegszámú izotópjának q töltésszámú szekunder ionjainak árama? (képlet+benne szereplő betűk magyarázata) (3p)
2.2. Titán minta felületén felvett XPS áttekintő spektrum alapján az alábbi elemekhez tartozó fotoelektron csúcsok görbe alatti területe és a hozzá tartozó relatív érzékenységi faktora a következő:

	
	C 1s
	O 1s
	Ti 2p
	N 1s

	csúcsterület
	33200
	172500
	140400
	1700

	rel. érz. faktor
	1
	2.85
	7.9
	1.77


a./ Adja meg a koncentráció meghatározásához szükséges képletet!


(2p)

b./ Számítsa ki az egyes elemekre vonatkozó koncentrációkat!



(2p)

2.3. Milyen vákuumkövetelményt támasztunk a felületanalitikai mérésekkel szemben? (1p) Miért?










(2p)
3. Részecskeméret analízis (PSA)
3.1. Rajzolja le a Horiba készülék optikai rendszerének vázlatos elrendezését és ismertesse a legfontosabb egységek feladatait. (2 pont)

3.2. Ismertesse a szitálással elérhető osztályozás legfontosabb jellemzőit. Mikor ér véget a szitaanalízis? (2 pont)
3.3. Ismertesse a folyadékfázisban és por alakban végrehajtott részecskeméret analízis előnyeit és hátrányait!. (2 pont)
3.4. Sorolja fel a gyakorlat során végrehajtott/bemutatott 4 részfeladatot és az egyiket ismertesse részletesen (2 pont) 
3.5. Alkalmazható-e a lézerszóráson alapuló szemcseméret meghatározás nem gömbszerű részecskék esetén? Miért? (2 pont)
4. Infravörös és Raman spektroszkópia (FT-IR, Raman)
4.1. Ismertesse a fény és anyag kölcsönhatásait, a fotonok szóródásának típusait és azok előfordulási valószínűségeit!

(3 pont)

4.2. A Raman és IR összehasonlítása: miért érdemes összehasonlítani a két spektroszkópiai módszer által szolgáltatott információkat? Mi a Raman aktivitás feltétele? Hogyan válik összehasonlíthatóvá a Raman- az IR-spektrummal?

(3 pont)
4.3. Mi az ATR technika előnye az abszorpciós mérésekhez képest? Mit kell figyelembe venni a két módszerrel készült spektrum összehasonlításakor a sávok intenzitásának tekintetében?












3 pont

4.4. Milyen anyagokat használhatunk ATR kristályként? (kritérium és két példa) Mitől függ a fény behatolási mélysége a mintában?






2 pont
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Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont minden témakörből, illetve 20 pont összesen.

Eredmény: 2014.12.12 (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.
A dolgozatok megtekinthetők: 2014.12.12 (péntek) 12-13 között a Ch. I.14 szobában.
1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)

1.1. Rajzoljon fel EDX (EDS) spektrumot, bejelölve a tengelyek paramétereit és azok mértékegységét is! Mitől függ, hogy a spektrumban egy adott elemnek hány vonalát találjuk meg? 










(3 pont)

1.2. Miért kell az elektronmikroszkóp mintaterében nagy vákuumot létesíteni?

(1 pont)

1.3. Miért kell az EDX detektort folyékony nitrogénnel hűteni?



(1 pont)
1.4. Melyik elektronokat nevezzük szekunder elektronoknak, milyen információk nyerhetők egy szekunder elektron képből (hogyan, milyen detektorral)? 



(2 pont)

1.5. Miért hátrányos az aranyozás, ha EDX analízist szeretnénk végezni?


(1 pont)

1.6. Lejátszódhat-e röntgenfluoreszcencia az elektronmikroszkópos mérés során (amikor a mintát elektronsugárral bombázzuk)? Ha igen hogyan, ha nem miért nem? 


(2 pont)

2. Röntgendiffrakció (XRD)
A kérdéseket lásd a tesztlapon!
3. Pásztázó tűszondás módszerek (AFM)

3.1. Ismertese az AFM kontakt mérései módját!





(2 pont)

3.2. Ismertese az AFM dinamikus (tapping) mérési módját!



(2 pont)

3.3. A súrlódási erő (Lateral Force) mikroszkópia a dinamikus vagy a kontakt üzemmód kiterjesztésének tekinthető? Válaszát indokolja!




(2 pont)

3.4. Milyen tényezők/paraméterek határozzák meg egy AFM kép felbontását? Legalább hármat soroljon fel!









(1 pont)

3.5. Miért használnak különböző mikrokonzol (cantilever) típusokat?


(2 pont)

3.6. Két különböző méréshez a következő képek tartoznak:

a, topgráfia és elhajlás (deflection)
b, topográfia, amplitúdó és fázis

Milyen mérési módokban mértünk az a és b esetben?




(1 pont)

4. Digitális optikai mikroszkópia (DOM)
4.1. Készítsen vázlatos rajzot a fázis kontraszt objektívvel szerelt mikroszkóp működésének szemléltetésére. Nevezze meg az egyes alkatrészeket és ismertesse azok feladatát, a kontrasztosítási technika működésének lényegét!




(4 pont)

4.2. Ön kristályos makromolekuláris anyagot vizsgál polarizációs optikai mikroszkóppal. Magyarázza, el röviden miért kell a polarizátornak és a lambda lemeznek diagonális állásban lennie a méréshez!








(3 pont)

4.3. Hogyan lehetséges a hagyományos fénymikroszkópoknál lényegesen nagyobb mélységélességű képalkotás a digitalizált mikroszkópokkal? Mire van szükségünk az ilyen felvételek megalkotásához?







(2 pont)

4.4. Egy 30 tf% rövid üvegszálat tartalmazó polimer kompozitból kell 5 mikrométer vastag szeleteket készítenie mikroszkópiai vizsgálathoz. El tudja-e végezni a feladatot egy üvegkéssel szerelt mikrotómmal? Válaszát indokolja!




(1 pont)

Anyagtud. Anal. vizsg. módsz. 2.zh.
2014. dec. 09.
F
2. Röntgendiffrakció (XRD) 

2.1. Értelmezze a 6 db szövegdoboz kitöltésével egy röntgencsőből kilépő nyaláb spektrumát! (3 pont)
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2.2. Ismertesse a röntgenabszorpciós élek és a karakterisztikus vonalak fogalmát, valamint a köztük fennálló matematikai összefüggést az alábbi ábra segítségével! (4 pont)
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2.3. Ismertesse a táblázat kitöltésével a Bragg-egyenlet kulcs-szerepét/alkalmazását mind a röntgendiffrakciós mind a röntgenfluoreszcenciás elemzésben! (4 pont)

	
	Számítási képlet (számított adat =)
	Közvetlenül mért mennyiség:
	Rögzített változó:
	Jelentőség

	XRD
	
	
	
	

	XRF
	
	
	
	


Anyagtud. Anal. vizsg. módsz. 2. pótzh.
2014. dec. 15.




G
Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont minden témakörből, illetve 20 pont összesen.

Eredmény: 2014.12.12 (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.
A dolgozatok megtekinthetők: 2014.12.12 (péntek) 12-13 között a Ch. I.14 szobában.
1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)

1.1. Rajzoljon fel EDX (EDS) spektrumot, bejelölve a tengelyek paramétereit és azok mértékegységét is! Mitől függ, hogy a spektrumban egy adott elemnek hány vonalát találjuk meg? 










(2 pont)

1.2. Milyen módon kerülnek az arany atomok a minta felületére az aranyozás során?
(2 pont)

1.3. Melyik elektronokat nevezzük visszaszórt elektronoknak, milyen információk nyerhetők egy visszaszórt elektron képből? Milyen detektorral? 




(2 pont)

1.4. Mi történik az a. elektromosan vezető, ill. b. nem vezető mintába becsapódó azon primer elektronokkal, amelyek nem lépnek kölcsönhatásba a minta atomjaival?

(2 pont)

1.5. Mi a röntgenfluoreszcencia? Lejátszódhat-e ilyen folyamat az elektronmikroszkópos mérés során (amikor a mintát elektronsugárral bombázzuk)? Ha igen hogyan, ha nem miért nem? 











(2 pont)

2. Fotoelektron spektroszkópia, szekunder ion tömegspektroszkópia (XPS, SIMS)

2.1. Mitől függ SIMS mérés esetén adott Z rendszámú elem A tömegszámú izotópjának q töltésszámú szekunder ionjainak árama? (képlet+benne szereplő betűk magyarázata) (3p)
2.2. Titán minta felületén felvett XPS áttekintő spektrum alapján az alábbi elemekhez tartozó fotoelektron csúcsok görbe alatti területe és a hozzá tartozó relatív érzékenységi faktora a következő:

	
	C 1s
	O 1s
	Ti 2p
	N 1s

	csúcsterület
	33200
	172500
	140400
	1700

	rel. érz. faktor
	1
	2.85
	7.9
	1.77


a./ Adja meg a koncentráció meghatározásához szükséges képletet!


(2p)

b./ Számítsa ki az egyes elemekre vonatkozó koncentrációkat!



(2p)

2.3. Milyen vákuumkövetelményt támasztunk a felületanalitikai mérésekkel szemben? (1p) Miért?










(2p)
3. Részecskeméret analízis (PSA)
3.1. Rajzolja le a Horiba készülék optikai rendszerének vázlatos elrendezését és ismertesse a legfontosabb egységek feladatait. (2 pont)

3.2. Ismertesse a szitálással elérhető osztályozás legfontosabb jellemzőit. Mikor ér véget a szitaanalízis? (2 pont)
3.3. Ismertesse a folyadékfázisban és por alakban végrehajtott részecskeméret analízis előnyeit és hátrányait!. (2 pont)
3.4. Sorolja fel a gyakorlat során végrehajtott/bemutatott 4 részfeladatot és az egyiket ismertesse részletesen (2 pont) 
3.5. Alkalmazható-e a lézerszóráson alapuló szemcseméret meghatározás nem gömbszerű részecskék esetén? Miért? (2 pont)
4. Infravörös és Raman spektroszkópia (FT-IR, Raman)
4.1. Ismertesse a fény és anyag kölcsönhatásait, a fotonok szóródásának típusait és azok előfordulási valószínűségeit!

(3 pont)

4.2. A Raman és IR összehasonlítása: miért érdemes összehasonlítani a két spektroszkópiai módszer által szolgáltatott információkat? Mi a Raman aktivitás feltétele? Hogyan válik összehasonlíthatóvá a Raman- az IR-spektrummal?

(3 pont)
4.3. Mi az ATR technika előnye az abszorpciós mérésekhez képest? Mit kell figyelembe venni a két módszerrel készült spektrum összehasonlításakor a sávok intenzitásának tekintetében?












3 pont

4.4. Milyen anyagokat használhatunk ATR kristályként? (kritérium és két példa) Mitől függ a fény behatolási mélysége a mintában?






2 pont

Anyagtud. Anal. vizsg. módsz. 2. pótzh.
2014. dec. 15.
H
Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont minden témakörből, illetve 20 pont összesen.

Eredmény: 2014.12.12 (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.
A dolgozatok megtekinthetők: 2014.12.12 (péntek) 12-13 között a Ch. I.14 szobában.
1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)

1.1. Rajzoljon fel EDX (EDS) spektrumot, bejelölve a tengelyek paramétereit és azok mértékegységét is! Mitől függ, hogy a spektrumban egy adott elemnek hány vonalát találjuk meg? 










(2 pont)

1.2. Milyen módon kerülnek az arany atomok a minta felületére az aranyozás során?
(2 pont)

1.3. Melyik elektronokat nevezzük visszaszórt elektronoknak, milyen információk nyerhetők egy visszaszórt elektron képből? Milyen detektorral? 




(2 pont)

1.4. Mi történik az a. elektromosan vezető, ill. b. nem vezető mintába becsapódó azon primer elektronokkal, amelyek nem lépnek kölcsönhatásba a minta atomjaival?

(2 pont)

1.5. Mi a röntgenfluoreszcencia? Lejátszódhat-e ilyen folyamat az elektronmikroszkópos mérés során (amikor a mintát elektronsugárral bombázzuk)? Ha igen hogyan, ha nem miért nem? 











(2 pont)

2. Röntgendiffrakció (XRD)
A kérdéseket lásd a tesztlapon!
3. Pásztázó tűszondás módszerek (AFM)

3.1. Ismertese az AFM kontakt mérései módját!





(2 pont)

3.2. Ismertese az AFM dinamikus (tapping) mérési módját!



(2 pont)

3.3. A súrlódási erő (Lateral Force) mikroszkópia a dinamikus vagy a kontakt üzemmód kiterjesztésének tekinthető? Válaszát indokolja!




(2 pont)

3.4. Milyen tényezők/paraméterek határozzák meg egy AFM kép felbontását? Legalább hármat soroljon fel!









(1 pont)

3.5. Miért használnak különböző mikrokonzol (cantilever) típusokat?


(2 pont)

3.6. Két különböző méréshez a következő képek tartoznak:

a, topgráfia és elhajlás (deflection)
b, topográfia, amplitúdó és fázis

Milyen mérési módokban mértünk az a és b esetben?




(1 pont)

4. Digitális optikai mikroszkópia (DOM)
4.1. Készítsen vázlatos rajzot a fázis kontraszt objektívvel szerelt mikroszkóp működésének szemléltetésére. Nevezze meg az egyes alkatrészeket és ismertesse azok feladatát, a kontrasztosítási technika működésének lényegét!




(4 pont)

4.2. Ön kristályos makromolekuláris anyagot vizsgál polarizációs optikai mikroszkóppal. Magyarázza, el röviden miért kell a polarizátornak és a lambda lemeznek diagonális állásban lennie a méréshez!








(3 pont)

4.3. Hogyan lehetséges a hagyományos fénymikroszkópoknál lényegesen nagyobb mélységélességű képalkotás a digitalizált mikroszkópokkal? Mire van szükségünk az ilyen felvételek megalkotásához?







(2 pont)

4.4. Egy 30 tf% rövid üvegszálat tartalmazó polimer kompozitból kell 5 mikrométer vastag szeleteket készítenie mikroszkópiai vizsgálathoz. El tudja-e végezni a feladatot egy üvegkéssel szerelt mikrotómmal? Válaszát indokolja!




(1 pont)

Anyagtud. Anal. vizsg. módsz. 2. pótzh.
2014. dec. 15.
H
2. Röntgendiffrakció (XRD)
Ismertesse egy röntgencső felépítési vázlatos rajzán annak lényeges részeit, erőforrásait és működését! (3 pont)
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2. Jellemezze egy energiadiszperzív elven működő röntgenfluoreszcenciás készülék megjelölt fontos fő részeit, ill. a minőségi és mennyiségi analízis itt alkalmazott alapelveit is! (5 p)
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	Elnevezés

Főbb jellemzői,
(érték, mértékegység)

1.

2.

3.

Minőségi elemzés

Mennyiségi elemzés




3. Adja meg, mitől függ alapvetően a kristályos anyagokon diffraktálódó röntgensugárzás elhajló sugárintenzitása?  (3 p)       
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Anyagtud. Anal. vizsg. módsz. 2. pót-pótzh.
2014. dec. 22.



I
Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont minden témakörből, illetve 20 pont összesen.

Eredmény: 2014.12.23 (kedd) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.
A dolgozatok megtekinthetők: 2014.12.23 (kedd) 11-12 között a Ch. I.14 szobában.
1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)

1.1. Milyen hibát okoz egy EDX (EDS) spektrum felvételénél, ha a mérendő röntgen fotonok beütésszáma (c/s) a. túl kicsi, b. túl nagy? Hogy korrigálható a hiba az egyik, ill. a másik esetben?










(3 pont)

1.2. Milyen elven működik az aranyozó berendezés?




(2 pont)

1.3. Melyik elektronokat nevezzük visszaszórt elektronoknak, milyen minőségi, ill. mennyiségi információk nyerhetők egy visszaszórt elektron képből? Milyen detektorral? 

(2 pont)

1.4. Mi történik az a. elektromosan vezető, ill. b. nem vezető mintába becsapódó azon primer elektronokkal, amelyek nem lépnek kölcsönhatásba a minta atomjaival?

(2 pont)

1.5. Keletkezhetnek-e Auger elektronok az információs térfogat mélyebb rétegeiben? Ha igen miért, ha nem miért nem?








(1 pont)

2. Röntgendiffrakció (XRD)

A kérdéseket lásd a tesztlapon!

3. Részecskeméret elemzés (PSA)

3.1. Rajzolja le a Horiba készülék optikai rendszerének vázlatos elrendezését és ismertesse a legfontosabb egységek feladatait.






 (2 pont)

3.2. Rajzolja le a Horiba készülék keringető rendszerének vázlatos elrendezését és ismertesse a legfontosabb egységek feladatait. 






(2 pont)

3.3. A diszpergáláshoz használt folyadékokkal szemben támasztott követelmények. 
(2 pont)

3.4. Mire és hogyan használható a kisfrekvenciás ultrahang a részecskeméret analízis során? 












(2 pont) 

3.5. A mérendő anyag mely tulajdonságának az ismerete elengedhetetlen a Horiba készülékkel végzett mérés elvégzéséhez? 







(2 pont) 
4. Digitális optikai mikroszkópia (DOM)

4.1. Készítsen vázlatos rajzot a polarizációs optikai mikroszkóp működésének szemléltetésére. Nevezze meg az egyes alkatrészeket és ismertesse azok feladatát, a működésük lényegét.












 (4 pont)

4.2. A felépítés és az adatfeldolgozás szempontjából mit kell tudnia egy mikroszkópnak három dimenzióban ábrázolt képek létrehozásához? 





(2 pont)

4.3. Mit nevezünk „képvarrásnak” a digitális mikroszkópiában? Hogyan hajtható végre és mire használható? 









(2 pont)

4.4. Feladata egy acél ötvözetből készült alkatrész belső anyagszerkezetének vizsgálata. Milyen mintakészítést és mikroszkópi technikát használna az ötvözet fázisszerkezetének tanulmányozásához? 








(2 pont)

Anyagtud. Anal. vizsg. módsz., ismétlő zh.
2015. febr.24.



J
Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont minden témakörből, illetve 20 pont összesen.

Eredmény: 2015.02.26 (csüt.) 14.00, a Ch. I.14.
A dolgozatok megtekinthetők: 2015.02.26 (csüt.) 14.00, a Ch. I.14.
1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)

1.1. Rajzolja fel a minta ún. információs térfogatát és jelölje be rajta a besugárzó elektronnyaláb által keltett analitikai célra használható sugárzásokat! 




(2 pont)

1.2. Miért lehet elektronsugarak alakalmazásával (elektronmikroszkóppal) nagyobb nagyítást elérni, mint a látható fénysugarak alakalmazásával (fénymikroszkóppal)? 

(2 pont)
1.3. Melyik elektronokat nevezzük visszaszórt elektronoknak, milyen információk (felületi, minőségi, mennyiségi) nyerhetők egy visszaszórt elektron képből? Milyen detektorral? 












(2 pont)

1.4. Mi a röntgenfluoreszcencia? Lejátszódhat-e ilyen folyamat az elektronmikroszkópos mérés során (amikor a mintát elektronsugárral bombázzuk)? Ha igen hogyan, ha nem miért nem?












(2 pont)

1.5. Melyik elektronokat nevezzük Auger-elektronoknak, hogyan keletkeznek és mire használhatók? Keletkezhetnek-e Auger elektronok az információs térfogat mélyebb rétegeiben? Ha igen miért, ha nem miért nem?





(2 pont)

2. Röntgendiffrakció (XRD)

A kérdéseket lásd a tesztlapon!

3. Részecskeméret elemzés (PSA)

3.1. Rajzolja le a Horiba készülék optikai rendszerének vázlatos elrendezését és ismertesse a legfontosabb egységek feladatait!






 (2 pont)

3.2. Ismertesse a szitálással elérhető osztályozás legfontosabb jellemzőit. Mikor ér véget a szitaanalízis?









(2 pont)

3.3. Ismertesse a folyadékfázisban és por alakban végrehajtott részecskeméret analízis előnyeit és hátrányait!









(2 pont)

3.4. Ismertesse a diszpergáláshoz használt folyadékokkal szemben támasztott követelményeket! 











(2 pont)

3.5. Alkalmazható-e a lézerszóráson alapuló szemcseméret meghatározás nem gömbszerű részecskék esetén? Ha igen hogyan, ha nem miért nem?



(2 pont) 
4. Infravörös spektroszkópia (IR)

4.1. FT-IR mérésnél hogyan kapjuk meg a minta és a háttér egysugaras spektrumából a minta abszorbancia spektrumát?







 (2 pont)

4.2. Milyen anyagból készülnek a NIR/FIR/MIR tartományban a mintatartó edények, küvetták?  (2-2- példa)









(2 pont)

4.3. Soroljon fel három példát a NIR módszer gyógyszeripari alkalmazására!

(1 pont)

4.4. Ismertesse a fény és az anyag kölcsönhatásait, valamint a Raman spektroszkópia során detektált fotonok kialakulásának folyamatát és jellemzőit!



(3 pont)

4.5. Ismertesse a Raman spektrum felépítését (tengelyek, azok jellemzői, ábrázolt információk)!











(2 pont)

Anyagtud. Anal. vizsg. módsz., ismétlő zh.
2015. febr.24.
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2. Röntgendiffrakció (XRD)
Ismertesse egy röntgencső felépítési vázlatos rajzán annak lényeges részeit, erőforrásait és működését! (3 pont)
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2. Jellemezze egy energiadiszperzív elven működő röntgenfluoreszcenciás készülék megjelölt fontos fő részeit, ill. a minőségi és mennyiségi analízis itt alkalmazott alapelveit is! (5 pont)
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	Elnevezés

Főbb jellemzői,
(érték, mértékegység)

1.

2.

3.

Minőségi elemzés

Mennyiségi elemzés




3. Adja meg, mitől függ alapvetően a kristályos anyagokon diffraktálódó röntgensugárzás elhajló sugár intenzitása?  (3 pont
)       
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Anyagtud. Anal. vizsg. módsz., ismétlő pótzh.
2015. márc. 09


K
Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont minden témakörből, illetve 20 pont összesen.

Eredmény: 2015.02.26 (csüt.) 14.00, a Ch. I.14.
A dolgozatok megtekinthetők: 2015.03.05 (csüt.) 14.00, a Ch. I.14.
1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)

1.1.
Rajzoljon fel EDX (EDS) spektrumot, bejelölve a tengelyek paramétereit és azok mértékegységét is! Mitől függ, hogy a spektrumban egy adott elemnek hány vonalát találjuk meg?










(2 pont)

1.2. Miért lehet elektronsugarak alakalmazásával (elektronmikroszkóppal) nagyobb nagyítást elérni, mint a látható fénysugarak alakalmazásával (fénymikroszkóppal)? 

(2 pont)
1.3. Melyik elektronokat nevezzük szekunder elektronoknak, milyen információk (felületi, minőségi, mennyiségi) nyerhetők egy szekunder elektron képből? Milyen detektorral? 












(2 pont)

1.4. Mi a röntgenfluoreszcencia? Lejátszódhat-e ilyen folyamat az elektronmikroszkópos mérés során (amikor a mintát elektronsugárral bombázzuk)? Ha igen hogyan, ha nem miért nem?












(2 pont)

1.5. Melyik elektronokat nevezzük Auger-elektronoknak, hogyan keletkeznek és mire használhatók? Keletkezhetnek-e Auger elektronok az információs térfogat mélyebb rétegeiben? Ha igen miért, ha nem miért nem?





(2 pont)

2. Röntgendiffrakció (XRD)

A kérdéseket lásd a tesztlapon!

3. Pásztázó tűszondás módszerek (AFM)

3.1. Ismertese az AFM kontakt mérései módját!





(2 pont)

3.2. Ismertese az AFM dinamikus (tapping) mérési módját!



(2 pont)

3.3. A súrlódási erő (Lateral Force) mikroszkópia a dinamikus vagy a kontakt üzemmód kiterjesztésének tekinthető? Válaszát indokolja!




(2 pont)

3.4. Milyen tényezők/paraméterek határozzák meg egy AFM kép felbontását? Legalább hármat soroljon fel!









(1 pont)

3.5. Miért használnak különböző mikrokonzol (cantilever) típusokat?


(2 pont)

3.6. Két különböző méréshez a következő képek tartoznak:

a, topgráfia és elhajlás (deflection)
b, topográfia, amplitúdó és fázis

Milyen mérési módokban mértünk az a és b esetben?




(1 pont)

4. Digitális optikai mikroszkópia (DOM) 
4.1. Definiálja a felbontóképesség fogalmát mikroszkópokra! Milyen módszerekkel javítható egy mikroszkóp felbontóképessége? 






(2 pont)

4.2. Mit értünk egy lencse kromatikus aberrációja alatt? Mi a jelenség oka? 

(2 pont)

4.3. Miért nem minőségi jellemzője a képnek a nagyítás? Értelmezze mit jelent az üres nagyítás fogalma? 










(2 pont)

4.4. Milyen kontrasztosítási technikákat ismer? Milyen mintáknál érdemes alkalmazni az egyes módszereket? 









(2 pont)

4.5. Mit értünk a digitális képalkotásban az analóg kép „mintázása” és a „kvantálása” alatt? 












(2 pont)
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2. Röntgendiffrakció (XRD) 

2.1. Értelmezze a 6 db szövegdoboz kitöltésével egy röntgencsőből kilépő nyaláb spektrumát! 












(3 pont)
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2.2. Ismertesse a röntgenabszorpciós élek és a karakterisztikus vonalak fogalmát, valamint a köztük fennálló matematikai összefüggést az alábbi ábra segítségével! 

(4 pont)
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2.3. Ismertesse a táblázat kitöltésével a Bragg-egyenlet kulcs-szerepét/alkalmazását mind a röntgendiffrakciós mind a röntgenfluoreszcenciás elemzésben! 


(4 pont)

	
	Számítási képlet (számított adat =)
	Közvetlenül mért mennyiség:
	Rögzített változó:
	Jelentőség
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	XRF
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1. Elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)

1.1.
Rajzoljon fel EDX (EDS) spektrumot, bejelölve a tengelyek paramétereit és azok mértékegységét is! Mitől függ, hogy a spektrumban egy adott elemnek hány vonalát találjuk meg?










(1 pont)

1.2. Miért lehet elektronsugarak alakalmazásával (elektronmikroszkóppal) nagyobb nagyítást elérni, mint a látható fénysugarak alakalmazásával (fénymikroszkóppal)? 

(1 pont)
1.3. Melyik elektronokat nevezzük szekunder elektronoknak, milyen információk (felületi, minőségi, mennyiségi) nyerhetők egy szekunder elektron képből? Milyen detektorral? 












(1 pont)
1.4. Melyik elektronokat nevezzük visszaszórt elektronoknak, milyen információk (felületi, minőségi, mennyiségi) nyerhetők egy visszaszórt elektron képből? Milyen detektorral? 












(1 pont)
1.5. Mi a röntgenfluoreszcencia? Lejátszódhat-e ilyen folyamat az elektronmikroszkópos mérés során (amikor a mintát elektronsugárral bombázzuk)? Ha igen hogyan, ha nem miért nem?












(1 pont)

1.6. Melyik elektronokat nevezzük Auger-elektronoknak, hogyan keletkeznek és mire használhatók? Keletkezhetnek-e Auger elektronok az információs térfogat mélyebb rétegeiben? Ha igen miért, ha nem miért nem?





(1 pont)

1.7. Rajzolja fel a minta ún. információs térfogatát és jelölje be rajta a besugárzó elektronnyaláb által keltett analitikai célra használható sugárzásokat! 




(1 pont)

1.8. Mi történik az a. elektromosan vezető, ill. b. nem vezető mintába becsapódó azon primer elektronokkal, amelyek nem lépnek kölcsönhatásba a minta atomjaival?

(1 pont)

1.9. Milyen módon kerülnek az arany atomok a minta felületére az aranyozás során?
(1 pont)

1.10. Miért kell az elektronmikroszkóp mintaterében nagy vákuumot létesíteni?

(1 pont)

